高雄區農業改良場「紫外光-可見光分光光度計一組」規格
1、 光學系統：雙光束, Seya-Namioka 光學系統
2、 波長範圍：190-1100nm
3、 狹縫：1.5 nm或以下
4、 迷光：0.05%以下(220nm Nal，340nm NaNO2)
5、 波長精度：±0.3nm
6、 波長再現性：±0.1nm
7、 測光範圍：-3至3ABS；0～300％T
8、 測光值精度：±0.002ABS(0 - 0.5 ABS) , ±0.004ABS(0.5 - 1.0 ABS) ,±0.008ABS(1.0 - 2.0 ABS)±0.3%T

9、 測光再現性：±0.001ABS(0 - 0.5 ABS) ,±0.002ABS(0.5 - 1.0 ABS),±0.008ABS(1.0 - 2.0 ABS)±0.1%T

10、 基線平坦度：±0.0006ABS(200 to 950 nm)
11、 雜訊值：± 0.00015Abs( at 500nm)
12、 基線穩定性：±0.00015ABS/小時( at 500nm,開機後兩小時)
13、 顯示螢幕(本體配備): 至少大於26公分可以收摺彩色高解析LCD顯示幕,以利圖譜分析比較
14、 波長掃描速度：至少10~3600nm/min範圍可以選擇
15、 光源：重氫燈，鎢絲燈
16、 光源變換：可在325～370nm間任意設定變換之位置，依設定之波長而自動切換
17、 檢知器：雙矽光電二極體
18、 可以單機使用或擴充由電腦軟體控制
19、 內建軟體功能：

(1) 定量計算:多點檢量線(可達20點)，每點標準品最多可測5次，再求平均值，檢量線之回歸係數值自動計算,檢量線方程式可以選擇用一次,二次,線段方程式或K值的輸入
(2) 波長掃描: 圖譜資料的再處理：波峰檢出、放大/縮小、光譜圖平滑化、微分、面積計算、圖譜之間計算

(3) 時間掃描功能

20、 1-6個多波長設定
21、 標準內建USB介面，可將資料直接儲存至USB隨身碟後再轉存至PC，由Microsoft EXCEL處理
22、 自動啟動：只要開啟主電源後即可自動叫出預設測定條件
23、 基線的補正: 分為系統基線及使用者基線可以選擇

24、 自動校正與自我診斷：記憶體檢查，檢查波長驅動組件，光源檢查及時間累計，自動校正波長 
25、 內建確效功能：包含波長精確度、波長再現性、狹縫、基線平坦度、基線穩定度、雜訊值等等，均可與儀器規格值做比對
26、 備註：
(1) 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。
(2) 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
(3) 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。
(4) 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年07月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。
(5) 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。
(6) 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
(7) 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。

1
1

